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1. Wstep

Przedmiotem badafh byta pasywna czujka podczerwieni EZS/MAP 102

produkecji TESLA CSRS.

Dostarczony przez zleceniodawce plerwszy egzemplarz czujki zostal

trwale uszkodzony podczas bad§nia odporno$ci na zakldécenia impulsowe

5/50 ns o amplitudzie +500 V. Po uzgodnieniu ze zleceniodawcg

w drugim egzemplarzu czujki (ar fabr. 225), ktdérego dotyczy niniej-—

sze sprawozdanie, wyeliminowano poigczenie miedzy tgczéwkami 7 (+)

i 11, ktére uvaktywnialo sygnalizacje alarmu przez LED zamontowany

W czujce.

Celem badai KEM byto sprawdzenie odporno$ci czujki na zewngtrzne

zakt6cenia elektromagnetyczne. Badania przeprowadzono w oparciu

o nastepujgce dokumenty:

(1) Instrukcja eksploatacyjna czujki EZS/MAP 102

(2) Dane techniczne czujki EZS/MAP 102 ]

(3) Blektroniczne systemy alarmowe przeciwwiamaniowe. Wymagania dla
czujek pasywnych podczerwieni. (projekt, grudzieh 1987)

(4) Metody badan Srodowiskowych dla urzgdzeh systemdéw alarmowych.
TKP DORAWEX, DX-ZWB-97/87 (odpowiednik zalecehd IEC 79/C0 9 P1.83
Enviromental Testing for Alarm Systems)

(5) PN-86/E-06600 Automatyka i pomiary przemysiowe. Kompatybilnosé
elektromagnetyczna urzgdzed. Ogbdlne wymaganis i badania.

Przyjeto nastepujacy zakres badan KEM:

1. sprawdzenie odporno$Sci na zmiany napigcia zasilajgcego préba A8
stopien ostro$ci 2 wg (3,4)
Parametry proby: wartoSci napigcia obnizonego 10,2 V i podwyzszo-
nego 15 V, szybko$é zmiany napiecia 1 V/s

2. sprawdzenie odporno$ci na zakiécenia impulsowe, prdba A9, stopieh
ostro$ci 2 wg (3,4). Odpowiada to amplitudzie impulséw 500 V
5/50 ns, przy metodzie symulacji SE10 wg PN (5) zal.”

3. sprawdzenie odpornoéci na wytadowania elektrostatyczne, prdéba A11,
stopieA ostrosci 1 wg (3,4). Odpowiada to amplitudzie napiecia
wytadowania ESD 4 kV wg PN (5) zat. 8.

4. Sprawdzenie odpornoSci na pole elektromagnetyczne, prdéba A13
stopiehd ostrosci 4 wg (3,4). Odpowiada to metodzie symulacji SE51
Wg PN (5) zal.5 oraz poziomem natezenia pola 10 V/m w zakresie
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czgstotliwodeci od 0,1 do 150 MHz oraz 5 V/m w zakresie czgsto-
tliwodci od 150 do 500 MHz.

5. sprawdzenie odpornoSci na dynamiczne zmiany napiecia zasilania
symulowanego metodg SS70 wg PN (5) zai.?7, przewidziane w dokumen-
cie (4) Jjako prbéba A12.

Z braku technicznych mozliwoSci wytworzenia pél elektromagnetycznych

o tak wysokim poziomie natg¢zenia pola i w tak szerokim zakresie

czgstotliwosci w PIAP, prbébe A13 zastapiono sprawdzeniem odpornoéci

na zakiécenia sinusoidalne ciggle w zakresie czestotliwodeci 50 kHz
do 50 MHz oddziatywujgce na obwdd zasilania i interfejsowy jako za-

kX6cenia przewodzone niesymetrycznie, metoda symulacji(SN51 wg PN (5)

zat.5. W oparciu o warunki badah przewidziane w prébie'A15 (p. PN (5)

zat.5 oraz IEC 801-3) oszacowano poziom zaklécedr indukowanych w

kablu o dtugosci 1 m przy natezeniu pola 10 V/m w zakresie czesto-

tliwosci 0,1 do 30 MHz. Odpowiednie poziomy wynoszg: 10 mV (0,1 MHz),

120 mV (1 ¥Hz), 1 V (8 MHz), 4 V (30 MHz). Dla zmienionej metody spra

dzania proponuje si¢ przyjaé poziom odpornodci 1 V dla zakresu

czgstotliwodei > 150 kHz i 0,6 V dla czestotliwodci < 150 kHz.

2. Warunki badan

- usybtuowanie i ukiad potagczen czujki - rys.1
-~ kabel zasilania i sygnatowy o diugosci ok. 2 m - teletechniczny
w dodatxowe] osionie z rury Bov tadmowy 4xTLY 12x0,1, przyilaczony
do zaciskéw zasilacza 1 czujki (7(+), 8(-=)) oraz ze styku kontak-
tronu (4,5) _
- zgodnie z dokumentem (3) badanie przeprowadzono w stanie dozoru
z zastonietym oknem czujki. Przesiong wykonano z pianki poliure-
tanowe]j o grubodci 9 mm przyklejone]j zewnatrz na okienko czujki.
Warunki otoczenia w czasie badan - warunki laboratoryjne, temperatura
otoczenia 18s+23°C, wilgotnodé wzgledna 60-70 %.
Uklady pomiarowe i usybtuowanie - Czujke z kablem usytuowano 100 mm
nad ptaszczyzng ziemi odniesienia o wymiarach 1 m x 1,5 m (rys.1).

Pomiary zakibécalnoSci przy zmianach napigcia zasilania oraz dynami-
cznych zmianach napiecia zasilania przeprowadzono w ukizadzie pomiaro-
wyn przedstawionym na rys.2. Dynamiczne zmiany napiegcia zasilania
symulowano specjalizowanym zasilaczem o parametrach okredlonych

w PN (5) za.7.

Dla pozostatych pomiaréw obwody zasilania i wyjdcia czujnika WDpI' owa-
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dzono na uklad sieci sztucznej o parametrach zgodnych z PN (5)
zat.1,uktad pomiarowy rys.3.
Pomiary zakidécalnosci przy wytadowaniach elektrycznosci statyczne
ESD przeprowadzono przy wytadowaniach podrednich na plaszczyzne
ziemi odniesienia, w punktach usybuowanych w odlegtoéci 100 mm od
poziomego rzutu oraz przy wytadowaniach bezposdrednich na blache
PA#£3 .(150x100 mm), na ktérej lezata czujka (imitujgca konstrukeje
mocujaca czujki) ktdéra potgczono tasma Cuf0,2 o szerokosci 65 mm
z ptaszczyzng ziemi odniesienia (patrz rys.4).

Kryterium zaklécalnoSci zgodnie z dokumentem (3) przyjeto, ze czujka
Jest odporna na zaki6écenia o danych parametrach jezeli nie wystepuja
faiszywe alarmy, a po zakoAczeniu narazenia czujnik reaguje zgodnie
z wymaganiani funkcjonalnymi. Sprawdzenie funkcjonalne przeprowadzo-
no w nastepujacy sposéb: przy zdjete] przesionie z okna czujki
operator sprawdzai czy czujka generuje stan alarmowy przy poruszeniu
rekg. Takie sprawdzenia przeprowadzano po zakohczeniu pomiardéw
zaktécalnoSci dla danego rodzaju zaktdcen.
Stosowane urzadzenia pomiarowe i pomocnicze
~ ptaszczyzna ziemi odniesienia 1x1,5 m
- imitacja konstrukcji mocujgcej czujki - blacha PA#£3, 150x100 mm
- sieé szbtuczna o parametrach zgodnych z PN (5) zat.q1 (IXKSAiP)
- zasllacz laboratoryjny typ ZT980
- oscyloskop 08710 (UNITRA UNIMA)
~ generator sygnatowy PG19 (KABID)
- symulator zakiécen impulsowych 5/50 ns o parametrach zgodnych
z PN (5) zakl.1 typ NSG225 (SCHAFFNER)
- symulator wytadowan elektrycznodci statycznej o parametrach zgod-
nych z PN (5) zai.8 typ SED-2 (MERA PIAP)
— dioda LED z rezystorem 1 k
~ klamra pojemnoSciowa o parametrach zgodnych z PN (5) zaz.l
(MERA PIAP)
~ specjalizowany zasilacz do badad odpornoSci na dynamiczne zmiany
napigcia zasilania o parametrach zgodnych z PN (5) zak.7 (MERA PIAP)

. » i .* 7
3. Wyniki pomiardw
5.1. Sprawdzenie odpornosci na zimiany napiecia zasilania

Pomiary przeprowadzono w ukzadzie pomiarowym pokazanym na rys.1.
Stwiérdzono, zZe zmiany wartoéci napigcia zasilania w granicach od
10,2V do 15 V nie powoduja éierowania fatszywych alarméw, zachowana
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jest funkcjonalnosé sprawdzana w .sposdéb opisany w p.2.

Dodatkowo stwierdzono, ze przy obnizaniu napi¢cia zasilania ponize]

10,2 V wystepuje:

- przy obniZeniu napiecia do 10 V generowanie alarmu

- przy obnizeniu napigcia do 8 V brak reakcjli na wWymuszony przez
operatora alarm

-~ przy obnizeniu napiecia do 7,6 V wyiaczenie przekasnika kontaktro-
nowego w czujniku.

Przyktadowo dla pierwszego egz. czujki przy obnizZaniu napigcia

zasilania ponizej 10,2 V wystepowato:

- przy obnizeniu napigcia do 8,75 V generowanie alarmu

- przy obnizeniu napig¢cia do 4,75 V wytaczenie przekaznika kontaktro-
nowego.

Wynik sprawdzenia dla obu egzemplarzy czujek Jjest pozytywny.

%3.2. Sprawdzenie odporno$Sci na krétkotrwaie dynamiczne zmiany napig-
cia zasilania

Pomiary przeprowadzono w ukiadzie pomiarowym pokazanym na rys.2.
Zaktbcenia w postaci obnizeft, podwyzszef i zanikédw symulowano specja-
lizowanym uktadem co 10 s.

Przy symulacji krétkdétrwatych zanikéw napigcia zasilania, czujka ge-
nerowata stan alarmu przy nastepujgacych parametrach zanikdw:

zanik napiecia czas trwania zaniku
12 V/0V 225 ms seria 2-3 alarméw
10,2 V/O V 212 ms seria 2-3 alarméw + alam po
ok. 10 s
15 V/O V ) 25 ms

Dla poréwnania pierwszy egz. czujki generowal alarmy przy naptepujg-—
cych parametrach zanikéw:

12 V/oV 2 30 ms seria 3 alarméw
10,2 V/O V >12 ms

725 ms seria 3-4 alarméw
15 kV/0 V 230 ms

Przy symulacji dynamicznych obnizehr 15 V/12 V3 15 V/10,2 V oraz dy-
namicznych podwyzszet 12 V/15 V; 10,2 V/12 V; 10,2 V/15 V o czasie
trwania ok. 1 s nie obserwowano generacji falszywych alarmbébw z wyjgt-
kiem obnizenia 12 V/10,2 V gdzie czujnik reagowal alarmem przy cza—
sie trwania obnizenia 3 25 ns.
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Dla zanikéw napiecia zasilania odpornosé obu czujek wynosi > 12 ms.
Biorgc pod uwage PN (5), w ktérej odpornosé na tego typu zaktécenia
dla urzadzehd automatyki przemysiowej powinna byé > 20 ms oba egz.
czujek nie spelniajg wymagan. Natomiast dla dynamicznych obnizent

i podwyzszef napiecia zasilania obie czuj~ki speiniajg wymagania

wg PN (5).

3.3 Sprawdzenie odporno$ci na fkrécenia impulsowe nanosekundowe
Pomiary przeprowadzono w ukladzie pomiarowym pokazanym na rys.>.
Zaktécenia wprowadzano na kabel czujki przez klamre pojemnosciowg
metoda symulacji SE10 (PN (5)). Generatorem zaktéceh byt symulator
NSG 225 (SCHAFFNER). Czas narazenia na zakitédcenia ok. 1 min.

Przy narazeniu czujki impulsami 5/50 ns dla obu polaryzacji i ampli-
tudzie do 2000 V nie zaobserwowano falszywych alarméw.

Wynik sprawdzenia Jjest pozytywny.

3.4, Sprawdzenie odpornoSci na wytadowania elektrycznosci statyczne]
ESD

Pomiary przeprowadzono w ukiadzie pomiarowym pokazanym na rys.4.
Przewdd uziemiajgcy symulator SED-2 przyigczono do piaszczyzny
ziemi odniesienia, nadmiar przewodu utozZono na piaszczyznie ziemi
odniesienia w odlegioSci wigks%e] niz 100 mm od kabla czujki.
Wytadowania poSrednie inicjowano na ptaszczyzng ziemi odniesienia
zg. z metodg SES0 zat.8 PN (5).
Wytadowania bezpofrednie inicjowano na metalowg piyte imitujaca
konstrukcje mocujaca czujki'CPAfE, 150x100 mm), ktdéra potgczono z
plaszczyzng ziemi odniesienia tadmg Cu#0,2 (rys.4b)

Na kazdy punkt pomiarowy inicjowano 10 wytadowan z czestotliwoscig
co 1 s.
Uzyskano nastgpujgce poziomy zakibécalnosci objawiajgce sie falszywym
alérmem:
- przy wytadowaniach poSrednich 8 kV
- przy wyizadowaniach bezposSrednich 4 kV
Zgodnie z dokumentem (3) wymagana jest odpornosé 4 kV. Wynik mozna
uznaé za pozytywny z zastrzezeniem, Ze czujka nie bedzie montowana
do metalowych konstrukcji.
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3.5. Sprawdzenie odpornoéci na zakiécenia sinusoidalne ciggte

Bomiary przeprowadzono w ukitadzie pomiarowym pokazanym na rys.J.
Sygnal zaklécajacy z generatora poprzez kondensator sprzegajacy
wprowadzono kolejno na kazdy przewdd obwodu zasilania i obwodu
wyjéciowego czujki.

Sygnat zakibécajacy zmodulowano AM 50 % czestotliwoscig 1 kHz.

Poziom zakldceh mierzono oscyloskopem w wartoSci szczytowej Vpp

sygnatu o czestotliwodci podstawowej.

Przy zakidéceniu obu przewoddéw obwodu wyjsciowego (zestyku kontaktro-

nu) czujki sygnalem 1 V (3 Vpp) w zakresie czestotliwosci 50 kHz

do %0 MHz nie zaobserwowano objawdw zaktdcen czujki, nie wystgpity

stany falszywych alarméw. Natomiast dla obu tych przewoddw w pasmie

czgstotliwodci 30 MHz (poziom zakldécenr 1 Vpp) do 50 MHz (2,6 Vpp)
mata zmiana czestotliwodci sygnaiu zaktdécajgcego powodowata fatszywe
alarmy.

Przy zakidcaniu obwodu zasilania czujki pomierzono:

- dla przewoddéw (+) i (=) i sygnale zakibdcajgcym w zakresie czesto-
tliwoéci 100 kHz (3,2 Vpp) do 270 kHz (3 Vpp) zmiana amplitudy sy-
gnatu zakibécajgcego powoduje wystygpienie fatszywego alarmu

- dla przewodu (-) i sygnaiu zakldécajgcego w zakresie czestotliwosci
5,4 MHz (2,8 Vpp) do 50 MHz (2 Vpp) zmiana amplitudy sygnatu za-
ktbcajgcego powoduje wystgpienie faiszywego alarmu

- dla przewodu (+) 1 sysnatu zakldécajacego w zakresie czgstotliwosci
4,3 WHz (2,8 Vpp) do 50 MHz (3,5 Vpp) zmiana amplitudy sygnaiu
zakXbcajgcego powoduje wystapienie fatszywego alarmu (dla przewodu
"+") R

Ponadto pomierzono, ze dla zmian czestotliwoSci sygnaiu zakibdcajacego

wystepujg fatszywe alarmy w nast¢pujgcych przypadkach:

~ dla przewodu zasilania "+" w przedziale czestotliwo$ci 5 MHz do
50 MHz (2,8 Vpp)

- dla przewodu zasilania "-" w przedzialach czestotliwo$Sci 6 MHz
do 9 MHz (2,8 Vpp) i 12 MHz do 50 MHz (2,8 Vpp).

Przy wymaganych poziomach odpornoSci zaproponowanych w p.’1 wynik

sprawdzenia w zakresie czestokliwoésci 5 MHz do 50 MHz nalezy uznaé

za negatywny. )

Dodatkowo (na wniosek zleceniodawcy) przeprowadzono badania dla cze-

stotliwosci zakldcajacej 50 Hz do 50 kHz o amplitudzie 1,8 Vpp

oddzielnie dla wszystkich przewoddédw potgczeniowych czujki (+,-, ze-

7
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Wynik préby pozybtywny, nie zaobserwowano falszywych alarméw, czujka
podczas narazenia i bezpoérednio po nim dziatalg sprawnie.

4, Wnioski

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwlerdza sig, Ze dostarczona
do badahh pasywna czujka podczerwieni typ EZS /MAP 102 nr fabr.225
produkcji TESLA CSRS nie spelnia wymagai kompatybilno$ci elektro-
magnebycznej na zakldcenia sinusoidalne ciggte.

2. Wynik badah na zaklécenia wytadowaniami elektrycznosci statyczne]
mozna uznaé za pozytywny z zastrzezeniem, Ze czujka nie begdzie
montowana do metalowych konstrukcji.

3. Nalezy (w porozumieniu z producentem) zbadaé przyczyny uszkodze-
nia eczujki podczas badah na zakX6écenia impulsami nanosekundowymi.

A0
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